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OBJETIVO

O objetivo do trabalho é o estudo
sistematico de caracterizagao
microestrutural, bem como, a microanalise
quimica (EDS), de amostras retiradas de
lingotes de silicio grau quimico que
posteriormente sera utilizado na producao
de produtos especializados, tais como a
silana, silicones e componentes eletronicos,
onde ser&o necessarios alto grau de pureza
do silicio.

METODOLOGIA

Um ponto de vista a ser julgado é a
melhoria da qualidade do produto final por
meio de um controle mais acurado com
relagdo a composicdo quimica inicial do
material visando atingir o mais alto grau de
pureza.

A composi¢do quimica do material
em estudo € de silicio grau quimico, com
presencas detectadas de silicetos
metalicos, que sdo Fe, Al, V, Ti, Mn, Zr, Ni
e demais compostos metalicos ainda néo
identificados em fung&o do pouco tempo de
pesquisa realizada neste material.

Sabe-se que a avaliagéo do efeito da
composigéao quimica do Si e da respectiva
taxa de resfriamento na microestrutura e
nos graus de reatividade e seletividade é
bastante importante.

A atuacdo nas variaveis teor de
aluminio e taxa de resfriamento deve
promover modificagdes quantificaveis na

microestrutura que por sua vez poderao
definir o desempenho na sintese do silicio.

RESULTADOS

As Figuras 1 e 2 apresentam as
imagens secundarias de diferentes fases da
amostra de silicio, a qual foi possivel ser
observado através de diferentes contrastes,
para determinar as quatro regides
observadas na Figura 1 e as 6 na Figura 2.
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As imagens 3 e 4 (Raios-X), mostram
a distribuicdo dos elementos Ca e Fe
presentes em algumas regides da amostra.

Foi observado na Figura 1 que os
elementos Fe, Al, Mn, e Si estao presentes
em todas as regidées analisadas, mas com
diferentes conteddos. A variagdo do
elemento Fe foi 562% a 30,46% e a
variacao do silicio foi 29,14% a 86,42%. Foi
baixa a presenga do elemento Mn nas
regides analisadas, menos de 1% em peso.

FIGURA 3. Raios-X da distribuicdo do Ca
da Figura 1

FIGURA 4. Raios-X da distribuicio do Fe
na Figura 1

Na Figura 2 pode ser observado que
na regido 1 todos os elementos estao
presentes. Os elementos Fe, Ti, Al, Ca, Mn,
e Si estdo presentes em todas as 6 regides
estudadas. Baixas concentragdes foram
encontradas para o elemento Mn. Altas
concentragbes foram encontrados o0s
elementos Fe, Al e Si.
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Comparando as duas amostras de Si
observa-se que o conteudo de Si na
segunda amostra (Figura 2), € similar nas
seis regides, enquanto que na primeira
amostra (Figura 1), ha grande diferenca
entre os conteudos nas quatro regides
analisadas.

CONCLUSOES

Foram obtidos bons resultados com a
andlise das amostras feitas através de

microscopia  eletrbnica de varredura e
micro-sonda  eletrdnica  (espectrometro
EDS).

O estudo indica a heterogeneidade
do material. Detectou-se Fe, Ti, Al, V, Ca,
Mn, Zr, Ni e Cr nas amostras analisadas.
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